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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTRUMENTATION NUCLEAIRE -
DISPOSITIFS DE MESURAGE DE RAYONNEMENT
PILOTES PAR MICROPROCESSEUR

AVANT-PROPOS

1) La CE! (Commission Electrotechnique internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati x de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de notmalisation dans les
domaines de I'électricité et de i'électronique. A cet effet, la CEl, entre autgés activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, a s tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations i 3 entales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEil, participent égaje 3 \ La\ZEl collabore

nationaux de la CEIl s’engagent
les Normes internationales de la CEl

Rapport de vote

\) 45(BC)223

ote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
approbation de cette norme.

45(BC)264

ayant about
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NUCLEAR INSTRUMENTATION -
MICROPROCESSOR BASED NUCLEAR RADIATION
MEASURING DEVICES

FOREWORD

1) The |EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The gbfjectgf the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization .i the electrical and

the subject dealt with may participate in this preparatory work.
non-governmental organizations liaising with the |EC also participatg . e IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardizati in a jance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

4) In order to promote international unificati6
Standards transparently to the maximum &

indicated in the latter.

International Standard
Nuclear instrumentati

gwing documents:

Report on voting

DIS
\}(00)223 45(C0O)264

Full information on the Voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated irthe above table.
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INTRODUCTION

L'utilisation de la technologie des microprocesseurs en matiére d’instrumentation permet-
tant la détection et la surveillance du rayonnement a modifié Ia philosophie de conception
de l'instrumentation proprement dite, car la méme structure de base permet au concepteur
de mettre en oeuvre une large gamme de fonctions diverses, allant des simples ictométres
aux équipements de mesurage disposant de larges fonctions de traitement ainsi que
plusieurs dispositifs d’entrée et de sortie.

Tous les instruments pilotés par microprocesseurs sont dans une large mesure carac-
térisés par la partie de commande et de traitement proprement dite qui peut étre un dispo-
sitif autonome ou faire partie d'un systéme plus important, en fonction de chaque
conception et application particuliére.

Par conséquent, la présente Norme internationale s'appliq entations
simples qu’aux instrumentations complexes, selon les fongtion du point de
vue de la structure pilotée par microprocesseur, pfutd de vue de
I'application.
Cette norme traite des prescriptions générales ble des dispositifs de
mesurage de rayonnement pilotés par microproges insi ux prescriptions spéci-
fiques supplémentaires applicables aux:

— ictométres modulaires pitotéspa

— station de surveillance loc uent pitatée par microprocesseur;

— dispositifs de mesurage indivi

— micro-instirug i mesurage de rayonnement nucléaire pilotés par

microprocesseur.
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INTRODUCTION

The use of the microprocessor technology in the instrumentation suited for radiation
detection and monitoring, has changed the design philosophy of the instrumentation itself.
In fact, the same basic structure enables the designer to implement a wide variety of
functions, from simple ratemeters to measuring equipment with ample processing faci-
lities, including several input/output devices.

All the microprocessor based instruments are widely characterized by the controlling and
processing section itself which may be a stand-alone device or part of a larger system,
depending on each particular design and application.

- personal and portable microprocessgrbased
— firmware for microgfoce nutlear radigtion measuring devices.
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INSTRUMENTATION NUCLEAIRE -
DISPOSITIFS DE MESURAGE DE RAYONNEMENT
PILOTES PAR MICROPROCESSEUR

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale est applicable aux instruments permettant le comptage
et le traitement de signaux (générés par des détecteurs de rayonnement) au moyen d’un
microprocesseur.

de performance plus élevés en termes de justesse
polyvaience ainsi que d’'étendre les fonctions
auxiliaires.

L’objet de la présente norme ¢ 6ta des_prescriptions normales spécifiques, ¥y
compris les caractéristiques générales-e conditions d’'essai des dispositifs de mesu-
rage de rayonnementpiloté Ni 3

ontiennent des dispositions qui, par suite de la

référence quiqg i nstituent des dispositions valables pour la présente Norme
internationafe \ A S a publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document oy djet a révision et les parties prenantes aux accords fondés

sur la présente c grnationale sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de
.\ O possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 50(351N._ 1975, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 351:
Commande et régulation automatiques

CEl 50(391): 1975, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 391:
Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants

CEIl 50(392): 1976, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 392:
Instrumentation nucléaire — Complément au chapitre 391

CEI 86-1: 1993, Piles électriques — Partie 1: Généralités

CEIl 86-2: 1993, Piles électriques — Partie 2: Feuilles de spécifications
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NUCLEAR INSTRUMENTATION -
MICROPROCESSOR BASED NUCLEAR RADIATION
MEASURING DEVICES

1 Scope and object

This International Standard is applicabie to the instruments which are suited for counting
and processing signals (generated by radiation detectors) by means of a microprocessor.

terms of accuracy, repeatability, fithess and versatility, a
various ancillary operations.

The object of this standard is to la
general characteristics and test condi
devices.

2 Normative refere

The following n
text, constitute pro

to agreements _ba erriational Standard are encouraged to investigate the

possibility of Slyi 5 recent editions of the normative documents indicated
below. Membe ISO maintain registers of currently valid International
Standard

IEC 50(351): T¢ International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 351:

Automatic control

IEC 50(391): 1975, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 391: Detec-
tion and measurement of ionizing radiation by electric means

IEC 50(392): 1976, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 392: Nuclear
instrumentation — Supplement to chapter 391

IEC 86-1: 1993, Primary batteries — Part 1: General

IEC 86-2: 1993, Primary batteries — Part 2: Specification sheets
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CEIl 293: 1968, Tensions d’alimentation pour appareils nucléaires a transistors

CELl 359: 1987, Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure
électriques et électroniques

CEI 777: 1983, Terminologie, grandeurs et unités concernant la radioprotection

CEl 1187: 1993, Equipement de mesures électriques et électroniques — Documentation

3 Définitions

La terminologie générale relative a la détection et au mesurage des_rayonnements

CEI777.

Pour les besoins de la présente Norme
s’appliquent.

gique appliqué a

3.3 sigh

3.4

ol 1 bauths 1 bit par seconde
3.6  signal binaire: Signal a deux états. [VEI 351-02-15 modifiée]
3.7 élément binaire; bit: La plus petite unité d’'information binaire.

3.8  générateur horloge: Elément qui génére des signaux périodiques, par exemple,
pour la synchronisation.

3.9 coefficient de variation (V): Rapport V de lécart type s a la moyenne arith-

métique x d'une série de n mesures x, donné par la formule suivante:

s 1 1 n —
Ve — = — — X (x-X)
X X n-1 1
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IEC 293: 1968, Supply voltages for transistorized nuclear instruments

IEC 359: 1987, Expression of the performance of electrical and electronic measuring
equipment

IEC 777: 1983, Terminology, quantities and units concerning radiation protection

IEC 1187: 1993, Electrical and electronic measuring equipment — Documentation

3 Definitions

The general terminology concerning detection and measurement of ionizi diations and

nuclear instrumentation is given in IEC 50(391) and IEC 50(392).

Additional terms concerning radiation protection are given in |E

3.5 baud;
second.

3.6 Dbinary signal: Two-state signal. [IEV 351-02-15 modified]
3.7 Dbinary digit (bit): Smallest unit of binary information.

3.8 clock generator: Element that generates periodic signals, for example for synchron-
ization.

3.9 coefficient of variation (V): Ratio V of the standard deviation s to the arithmetic

mean x of a set of n measurements x; given by the following formula:

s 1 1 n >
Ve — = = — X (x-Xx)
X X n-1 1
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3.10 relation de conversion: Représentation analytique ou graphique du signal de
sortie en fonction de la grandeur variable & mesurer.

3.11 valeur conventionnellement vraie d’une grandeur (v,): Meilleure estimation de
la valeur de cette grandeur; cette valeur et son incertitude sont déterminées a partir d’'un
étalon primaire ou secondaire, ou par référence a un instrument qui a été calibré sur la
base d’'un étalon primaire ou secondaire.

3.12 coup: Réponse unitaire d’'un ensemble de comptage.

3.13 taux de comptage: Nombre de coups par unité de temps.

3.14 unité centrale de traitement; UC: Principale partie de ¢
seur, qui obtient des instructions et des données de la mémgf
désirée.

e d'un proces-
e l'opération

3.15 convertisseur numérique-analogique; : CRig| gus-ensemble
destiné & fournir un signal de sortie qui est ia représe i \ i
rique appliqué a I'entrée.

3.19 éte
peuvent étre ¢

pgrammable effacable; EPROM: Composant destiné a emma-
anente des programmes, des mstructtons et/ou des données

3.21 erreur d’indication: Diftérence entre la valeur indiquée v d'une grandeur et la
valeur conventionneliement vraie v, de cette grandeur au point de mesurage.

3.22 micro-instruction; FW; microprogramme: Partie d’'un programme logiciel résidant
en permanence dans la zone mémoire d’un processeur.

3.23 matériel; HW: Parties physiques d’un instrument.

NOTE - Cela comprend tout, a I'exception du logiciel ou des micro-instructions.
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3.10 conversion relation: Analytical or graphic representation of the output signal as a
function of the variable quantity to be measured.

3.11 conventionally true value of a quantity (v ): Best appropriate estimate of that
quantity, this value and its uncertainty are determined from a secondary or primary
standard, or by a reference instrument which has been calibrated against a secondary or
primary standard.

3.12 count: Single response of a counting assembly.

3.13 counting rate: Number of counts per unit time.

3.14 central processing unit; CPU: Main control part of a processg obtains

instructions and data from memory and performs the desired operatig

3.19 effective
quantities be supplig

bed range where measurements can be made or
mits of error.

structions and/or data, the content of which may be erased
once with appropriate equipment.

3.21 error of indication: Difference between the indicated quantity v and the conven-
tionally true quantity v, at the point of measurement.

3.22 firmware; FW: Part of a software program permanently residing in the memory
area of a processor.

3.23 hardware; HW: Physical parts of an instrument.

NOTE - That is everything, except software or firmware parts.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61306 1994


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61306-1994
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61306-1994

-16 - : 1306 © CEI:1994

3.24 grandeur d’influence: Grandeur généralement extérieure au dispositif, susceptible
d’exercer une influence sur son fonctionnement.

NOTE - Lorsque la modification d'une caractéristique de fonctionnement affecte une autre caractéristique,
celle-ci est appelée facteur d'influence. [Voir la CEl 359, paragraphe 4.8 modifié]

3.25 erreur intrinséque: Erreur déterminée dans des conditions nominales. [Voir la
CEI 359, paragraphe 4.20 modifié]

3.26 conditions limites de fonctionnement: Ensembie des domaines des grandeurs
d'influence et des caractéristiques de fonctionnement dans lequel un équipement peut
encore fonctionner sans qu’il en résulte ni détérioration ni dégradation de ses qualités de
fonctionnement et de sorte qu'il fonctionne de nouveau dans les canditions nominales
de fonctionnement.

MTBF observée: Pour une période donnée de la vie d’
des durées de temps observées entre défaillances co Ve conditions de
contraintes données.

circuits intégrés

3.31 dit
Equipement.des

3.33 mémoiré rémanente a acceés sélectif; NVRAM: Mémoire a accés sélectif capable
de sauvegarder les informations mémorisées lorsque l'alimentation a été coupée.

3.34 erreur de fonctionnement: Erreur déterminée dans des conditions de fonction-
nement. [Voir la CEl 359, paragraphe 4.22 modifié]

3.35 caractéristique fonctionnelle: Une des grandeurs assignée a un dispositif en vue
de définir, par des valeurs, des tolérances, des domaines, etc., les qualités de fonction-
nement du dispositif. [Voir la CEl 359, paragraphe 4.7 modifié]

3.36 mémoire morte programmable; PROM: Organe destiné & emmagasiner en perma-
nence des instructions de programme ou des données, et programmables par I'utilisateur.
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3.24 influence quantity: Any quantity, generally external to a device, which may affect
the performance of the device.

NOTE - Where a change of a performance characteristic affects another one, it is referred to as influencing
characteristic. [See 4.8 of [EC 359 modified]

3.25 intrinsic error: Error determined under rated reference conditions. [See 4.20 of
IEC 359 modified]

3.26 limiting conditions of operation: Whole set of ranges of values for influence
quantities and performance characteristics within which the equipment can function with-
out resulting damage or degradation of performance and afterwards can operate under
rated operating conditions.

item determined as a limiting value of the confidg
level, based on the observed mean time betweenTai

3.29 measuring assembly; meter: A

3.30 microprocessor;

circuit.

3.31 micropr 2 adiation measuring device: Equipment
designed to measufe qua wuclegr radiation, which employs a microprocessor for
control of the mea ess and prgcessing of the signal.

3.32 mbly having the functions of both a radiation meter and a
warning asse draw attention to an event or to a situation that may result

3.33 non volatiferandom access memory; NVRAM: Random access memory capable
of retaining the stored informations when the power supply has been removed.

3.34 operating error: Error determined under operating conditions. [See 4.22 of
IEC 359 modified]

3.35 performance characteristic: One of the quantities assigned to a device in order to
define by values, tolerances, ranges, etc. the performance of the device. [See 4.7 of
IEC 359 modified]

3.36 programmable read only memory; PROM: Component designed to store perma-
nently program instructions and/or data, programmable by the user.
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3.37 temps de préchauffage: Intervalle de temps compris entre le moment ou
I’équipement est mis sous tension et le moment ou 'équipement est en mesure de remplir
I'ensemble des conditions de fonctionnement.

3.38 taux d’impulsion: Nombre d’impulsions par unité de temps a l'entrée de
'ensemble de mesurage.

3.39 essais de qualification: Essais effectués dans le but de s’assurer que les prescrip-
tions d’'une spécification donnée soient remplies.

NOTE - Les essais de qualification sont divisés en essais de type et essais de routine; ils sont identifiés
comme tels dans la présente norme.

3.40 mémoire a accés sélectif; RAM: Un composant ou une oire a laquelle
le processeur peut accéder de maniére sélective pour emmagasi airement des
instructions de programme et/ou des données.

3.41 conditions nominales de fonctionnement: EnSembts eqdugs de mesure
pour les caractéristiques fonctionnelles et des domaines nQminaux de“fonctionnement

3.44 réponse|de
normales 3

3.47 temps-de résolution: Intervalle de temps minimal devant séparer F'apparition de
deux impulsions consécutives pour que toutes deux puissent étre traitées.

3.48 temps de réponse (d’un ensemble de mesurage): Temps nécessaire aprés une
variation échelon de la grandeur a mesurer pour que la variation du signal de sortie
atteigne pour fa premiére fois un pourcentage donné, en général 90 % de sa valeur finale.
[VEI 391-15-04 modifié]

3.49 perte de comptage: Erreur par défaut affectant le taux de comptage, due au temps
de résolution ou a des phénoménes tels que I'empilement [VEI 391-15-13 modifié]

3.50 mémoire morte; ROM: Composant destiné a emmagasiner de maniére perma-
nente les instructions de programme ou des données, programmables par le fabricant.
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3.37 warm up time: Time interval necessary, after switching on the equipment, for it to
comply with all performance requirements.

3.38 pulse rate: Number of pulses per unit time at the measuring assembly input.

3.39 qualification tests: Tests performed in order to verify that the requirements of a
specification are fulfilled.

NOTE — Qualification tests are subdivided into type tests and routine tests and are identified as such in this
standard.

3.43 reference conditions: Set of
influence quantities, and if necessary g

3.44 reference response:
reference quantit
3.45 recovery :
instant a succeedi

3.47 resolution e: Minimum time interval between subsequent pulses that permits

both to be processed.
3.48 response time (of a measuring assembly): Time required after a step variation in

the measured quantity for the output signal variation to reach for the first time a given
percentage, usually 90 %, of its final value. [IEV 391-15-04 modified]

3.49 counting loss: Reduction of the observed counting rate due to the resolution time
or losses caused by phenomena such as pile-up. [IEV 391-15-13]

3.50 read only memory; ROM: Component designed to store permanently program
instructions and/or data, programmable by the manufacturer.
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3.51 essais individuels de série: Essais de qualification effectués sur chaque
ensemble produit.

3.52 saturation: Condition sous laquelle un équipement de mesurage recgoit un signal
d’entrée dont les caractéristiques sont supérieures aux limites assignées.

3.53 liaison de communication série: Support permettant la transmission de données
entre équipements, cette transmission étant constituée d'une suite de signaux numé-
riques.

3.54 sensibilité (d’un ensemble de mesure): Pour une valeur donnée de la grandeur
mesurée, quotient de la variation de la variable observée par la vaygiation correspondante
de la grandeur mesurée. [VEI 391-15-01]

3.55 logiciel; SW: Programmes, sous-programmes, langag
mation informatiques.

varie de maniere
(D'aprés OIML - Org

3.59 . essais de
ou sur u .
qui, en principe

3.60 ave
et/ou

3%
téléréeeption

par le biais.de f ’quences d’'ondes porteuses.

3.62 décimal codé binaire; DCB: Notation qui permet de coder un élément décimal au
moyen de quatre éléments binaires; en général, avec des poids différents, 8, 4, 2, 1,
le nombre résultant de la somme de ces quatre poids, chacun étant multiplié par la valeur
0 ou 1, de I'élément binaire correspondant.

3.63 chaine: Ensemble ou sous-ensemble, comprenant des éléments reliés en série et
permettant de mesurer ou d’évaluer une grandeur donnée.
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